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Ubersicht

Mit XJDeveloper kdnnen Sie schnell JTAG-Tests und Programmierroutinen
einrichten und ausfuhren. Ein automatisch generierter Verbindungstest kom-
biniert mit Tests fur Nicht-JTAG-fahige Gerate wie RAM, prift Boards auf
Kurzschlisse und Unterbrechungsfehler. Flash-Speicher und EEPROMs
kdnnen ebenso programmiert werden wie JTAG-Geréte, z.B. CPLDs, FPGAs
und sogar der interne Flash in Prozessoren mit JTAG-Debug-Schnittstelle.

Noch bevor Ihre Hardware zur Verfigung steht, kdnnen Sie mit dem Testbericht
von XJDeveloper leicht Uberprifen, wieviel der Leiterplatte getestet werden wird.

Schnelle Testentwicklung Verbindungstest

XJDeveloper kann lhnen helfen, die Test- XJDeveloper verflgt Uber einen integrier-
entwicklung zu beschleunigen, indem ten Verbindungstest fiir alle Boundary-
Vorschlage zur Kategorisierung der Gerate Scan-fahigen Pins auf lhren JTAG-Geraten.
und Netze in der Schaltung gemacht Es pruft auf eine Reihe von Kurzschluss-
werden. Wenn Sie Stiicklisteninformatio- fehlern und offene Stromkreise, einschlie3-
nen haben, wird auch vorgeschlagen, lich Kurzschliissen an Stromversorgungs-
welches Modell aus den installierten und Massenkontakten sowie resistive
Bibliotheken fir jedes Gerat verwendet und invertierte Kurzschlisse. Pull-up-
werden sollte. und Pull-Down-Widerstédnde werden

ebenfalls Uberpruft.
Die Bibliotheken enthalten Modelle flr

einfache passive Gerate wie Widersténde, Als Teil der Funktionsweise prift der Ver-
komplexe ICs wie DDR3-Speicher und bindungstest dynamisch sowohl Daten-
Gerate, die mit Wahrheitstabellen wie als auch Steuersignale auf Logikgeraten
Puffer und Logik-Gates beschrieben wie Puffer und Logikgatter.

werden kénnen.
Wenn ein Fehler erkannt wird, erzeugt

Mit diesen Modellen kann ein voll funk- der Verbindungstest weitere gezielte
tionsfahiges Testsystem ohne zuséatz- Tests, um den Ort des Fehlers zu
liche Programmierung erstellt werden. lokalisieren und zu untersuchen.
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Wesentliche Vorteile

Reduzierung der aufgewendeten Debug-
Zeit durch hochprazise Fehlerisolierung

Verbessern Sie lhre Produkteinflihrungs-
zeit und reduzieren Sie das Projektrisiko
durch friihzeitige Designiiberpriifung

Reduzierung der Entwicklungszeit durch
Test-Wiederverwendung von Prototypen
flr Fertigung und Feldunterstiitzung

Laufende Zeitersparnis durch Wiederver-
wendung von Tests verschiedener Projekte
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Finden Sie eine groBe Anzahl von Fehlern
mit XJDevelopers Verbindungstest

Testen von Nicht-JTAG-Geraten

XJDeveloper macht es einfach, Kompo-
nenten in lhrer JTAG-Kette zu verwenden,
um die Verbindungen zu Nicht-JTAG-
Komponenten zu Uberpriifen. Sie kénnen
z.B., indem Sie Testwerte auf einen Spei-
cherchip schreiben und sie zurlicklesen,
Uberprifen, ob die Daten- und Adresszei-
len frei von Fehlern sind — ohne den Pro-
zessor zu booten. Mehr erweiterte Tests,
wie z.B. die Verwendung eines senden-
den und empfangenden Ethernet-Gerats
zum Senden und Empfangen von Paketen,
Uberprifen nicht nur das Ethernet-Gerat,
sondern auch die Magnete und Anschlis-
se, die Uber JTAG nicht zugénglich sind.

Standarddatenimport

XJDeveloper verwendet Informationen
aus den Netzlisten und Boundary Scan
Description Language (BSDL)-Dateien,
zum Test der Verbindungen um die JTAG-
Gerate auf dem DUT. Uber 95 verschie-
dene Netzlistenformate werden derzeit
unterstitzt. Ein Format, ODB++, bietet
auch Layout-Informationen, die verwen-
det werden kénnen, um den physischen
Standort der Fehler zu zeigen.
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Leistungsstarke Prifsprache

XJDevelopers High-Level-Programmier-
sprache, XJEase, bietet lhnen all die
Funktionalitat, Flexibilitdt und Kontrolle,
die Sie benétigen, um die Nicht-JTAG-
Geréte in Ihrer Schaltung zu testen.

Die installierte XJEase-Bibliothek enthalt
Tests fir Tausende von Geraten und es
ist ebenfalls sehr simpel, neue Tests mit
XJEase zu schreiben, auch wenn Sie
keinerlei Software-Erfahrung haben.

Tests werden in Bezug auf das zu
prifende Gerét geschrieben, so dass
Sie nur beschreiben missen, welche
Pins auf dem Nicht-JTAG-Gerat
getrieben und welche gelesen werden
sollen. XJEase wird herausfinden,
welcher Teil der JTAG-Kette kontrolliert
und Uberwacht werden muss, um lhre
Anforderungen umzusetzen. Dies
beschleunigt nicht nur die Testentwick-
lung, sondern erlaubt lhnen auch, sie
fur jeden Fall dieser Art von Geréat in
jedem Kreislauf wieder zu verwenden.

XJEase bietet alle Funktionen, die Sie
von einer High-Level-Programmier-
sprache erwarten. Durch die Verwendung
von Variablen, Schleifen, bedingter
Ausfuhrung, Funktionsaufrufen, etc.
kénnen Sie mit Ihrem Board in Echtzeit
interagieren und nicht lediglich Werte
einstellen und prtfen.

Der XJEase-Debugger verfiigt Uber ein
variables Beobachtungsfenster und
Unterbrechungspunkte, um lhre Tests
so schnell wie mdglich zu starten.

Programmieren von Flash-
Speicher und JTAG-Geraten

Die Flash-Speicherdateien in der XJEase-
Bibliothek enthalten alle Funktionen, die
zum Programmieren des Flashs mit einem
Bild erforderlich sind. Um viele JTAG-Geréate
wie CPLDs und FPGAs zu programmie-
ren, erlaubt Ihnen XJDeveloper die Aus-
fihrung von STAPL / JAM- oder SVF-
Dateien, die aus den Tools des Gerate-
herstellers generiert wurden. Der interne
Flash in einigen Prozessoren kann auch
Uber die JTAG-Debug-Schnittstelle pro-
grammiert werden.
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Analyse der Testabdeckung

Sobald Sie Netzliste und Schaltplan
haben, kdnnen Sie ein XJDeveloper-
Projekt erstellen und die Stufe der
Testabdeckung Uberprifen. Dies wird
automatisch durch die Kombination der
Abdeckung, die durch den Verbindungs-
test und die XJEase-Priifung von Nicht-
JTAG-Geraten erreicht wird, berechnet.

Sie kdnnen XJTAGs Design for Test (DFT)-
Referenzhandbuch herunterladen, das
viele der Probleme anspricht, die bei der
Realisierung des vollen Potenzials von
Boundary-Scan-Tests auftreten kénnen.

Integrierte Umgebung

Ihre Tests kbnnen mit der integrierten
XJRunner-Schnittstelle debuggt werden,
bevor sie ans Werk geschickt werden.
Die eingebauten Layout- und Schematic
Viewer ermoglichen es lhnen, bei der
Entwicklung lhrer Tests Komponenten
oder Netze in Ihrem Stromkreis schnell
zu finden oder Fehler zu ermitteln. Wenn
Sie eine XJAnalyser-Lizenz haben, ist
diese auch in XJDeveloper verfligbar.
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Weitere Einzelheiten finden Sie in den Datenbléttern zu
XJRunner, Layout & Schematic Viewer und XJAnalyser.

Integration

XJDeveloper-Tests konnen in NI LabVIEW™
dank der installierten VIs integriert werden.
MaBgeschneiderte Test-Leitprogramme
kénnen auch in Visual Basic®, C#°®, etc. mit
der .NET-Schnittstelle entwickelt werden.

Testentwicklung

Wenn alle Ihre Ingenieure beschéftigt sind,
bietet XJTAG auch einen Beratungsservice
an, um XJDeveloper-Testsysteme oder
maBgeschneiderte Geratedateien nach
lhren Anforderungen zu erstellen.

Features

Eingebauter, adaptiver Verbindungstest
Automatische Logikunterstiitzung
Bibliothek fiir Standardbauteile

Wiederverwendung jeglicher von lhnen
entworfener Tests

Geréateprogrammierung — z.B. CPLDs,
FPGASs, Flash, Prozessoren

Testabdeckungsanalyse, bevor Sie zum
Leiterplatten-Layout tibergehen

Intergrierter Layout- & Schematic Viewer

Fortgeschrittene Tests
— z.B. Ethernet-Riickschleifen

Integration mit Standard-Test-Leitpro-
grammen oder benutzerdefinierten
Anwendungen

Mehr als 95 unterstiitzte Netzlisten-
formate, darunter ODB++, RINF, Protel,
PADS-PCB und ALLEGRO

Testen von Boards ohne Netzliste — prob-
lemlos mit den BSDL-Dateien maglich

Testet 1149.1 and 1149.6-Gerate

Keine Netzliste? Kein Problem!

Auch wenn Sie nicht im Besitz der Net-
zliste fUr ein zu testendes Board sind,
kann XJDeveloper immer noch verwen-
det werden. Die No-Netlist-Testfunktion
ermoglicht es lhnen, ein XJDeveloper-
Testsystem direkt aus den BSDL-Dateien
zu erstellen. Das System kann automa-
tisch die Verbindungen zwischen den
JTAG-fahigen Geraten erlernen und
nicht-JTAG-Gerate wie RAM und Flash
kénnen manuell hinzugeflgt werden,
um lhre Testabdeckung zu erhéhen.
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